UNIVERSITI SAINS MALAYSTA

Peperiksaan Semester Kedua
Sidang 1986/87

MKT362 - Statistik Gunaan I

Tarikh: 8 April 1987 Masa: 2.00 pagi - 12.00 tengahari

(3 jam)

Jawab mana-mana LIMA soalan; semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa
Malaysia.

1. (@) @) Apakah tujuh alat utama kawalan kualiti itu?
Apakah fungsi-fungsinya?

(ii) Huraikan secara ringkas bagaimana setiap yang berikut
digunakan di dalam bidang kawalan kualiti:

(1) histogram
(2) gambarajah sebaran
(3) gambarajah pareto.

(50/100)

(b) Sebuah kilang mempunyai 5 buah mesin untuk menghasilkan
butir elektrik. Sampel sebanyak 300 cerapan diambil
dari setiap mesin dan bilangan butir yang tidak memenuhi
speksifikasi adalah seperti berikut:

Mesin
I II I11 IV v

5 15 12 7 20

Adakah kualiti butir elektrik yang dihasilkan 5 buah
mesin itu sama? Gunakan o = 0.05,

(50/100)

.
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(ii)

(iii)

(MKT362)

Terangkan setiap yang berikut:

(1) - sebab-sebab peluang

(2) sebab-sebab terumpukkan

(3) prinsip yang digunakan di dalam pembinaan
carta kawalan.

Jika suatu proses di luar kawalan, terangkan corak-
corak yang mungkin dan berikan sebab-sebab ter-.
umpukkan utama yang mungkin,

(50/100)

Tentukan garis tengah dan had-had kawalan percubaan

bagi carta-X-R bagi data .yang berikut: (setiap
subsampel bersaiz 5)..

Nombor = Nombor z
subsampel A R subsampel X R
1 175.6 | 23 - 11 179.8 9
2 176.6 8. 12 176 .4 8
3 178.4 | 22 13 178.4 7
4 177.0 | 12 14 178.2 4
5 179.4 7 15 180.6 6
6 178.6 8 16 179.6 | 10
7 179.6 | 15 17 177.8 9
8 178.8 6 18 178.4 7
9 184.2 7 19 181.6 6
10 176.6 | 24 20 177.6 | 25

Plotkan data di dalam carta percubaan.

Jika terdapat titik di luar kawalan, anggapkan
sebabnya terumpukkan dan tentukan garis tengah
dan had-had kawalan akhirnya untuk kegunaan
kelak.

(50/100)
_Indeks keupayaan bagi suatu proses penghasilan ialah
_ U-1
Cp = 60
U = speksifikasi atas
L = speksifikasi bawah
0 = sisihan piawai proses.
e
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(b)

(c)

(MKT362)

Terangkan kedudukan Cp > 1, Cp =1 dan Cp < 1.
Apakah nilai Cﬁ yang biasa digunakan?
(20/100)

Anggapkan sistem berpemberat demerit 9:3:1 digunakan,
tentukan carta-demerit per unit jika u = 0.11,
u = 0.60, u_, = 4.00 dan n = 50. Jika hasil

oma - “omi

inspeksi subsampel suatu hari ialah 1 cacatan genting,
35 major dan 110 minor, tentukan bilangan demerit per
unit bagi subsampel ini dan tentukan samada ia di
dalam kawalan atau di luar kawalan.

(30/100)
(1) Tentukan garis tengah dan had-had kawalan percubaan
bagi carta-p untuk data yang berikut: (setiap
subsampel bersaiz 3000).
Nombor | Bilangan butir Nombor Bilangan butir
subsampel yang cacat subsampel yang cacat
1 123 13 98
2 35 14 34
3 92 15 10
4 45 16 53
5 10 17 72
6 67 - 18 87
7 65 19 165
8 12 20 24
9 85 21 50
10 115 22 69
11 24 23 8
12 106 24 35

(ii) Plotkan data di dalam carta percubaan.

(iii) Jika terdapat titik-titik di luar kawalan, anggapkan
sebabnya terumpukkan dan memperbaikkan carta kawalan
ini untuk kegunaan kelak.

(iv)  Pada suatu hari, sampel sebanyak 1500 diperiksa dan

didapati 47 daripadanya cacat. Adakah proses
penghasilan di dalam kawalan?

(60/100)

-
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(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)

(MKT362)
Terangkan setiap yang berikut:
(i) Risiko pengeluar; risiko pengguna.
(ii) Rancangan pensampelan penerimaan tunggal;
rancangan pensampelan penerimaan berganda.
(20/100)

Binakan lengkung cirian operasi untuk rancangan
pensampelan penerimaan tunggal, N = 9000, n = 100 dan
C = 3. Lakarkan juga lengkung A0OQ. Apakah AOQL-nya?

(40/100)

Tentukan persamaan untuk lengkung cirian operasi bagi
rancangan pensampelan penerimaan yang berikut dan
lakarkan grafnya dengan menggunakan lebih kurang 6
titik.

N = 10,000 , n; = 200, ¢, =1, 1, = 4

n 100, c

2 2

(40/100)

Terangkan sifat-sifat lengkung cirian operasi mengenai
saiz lot, saiz sampel dan nombor penerimaan.

(20/100)

Untuk saiz lot N = 2500, AQL = 0.407 dan paras inspeksi
II, tentukan rancangan pensampelan penerimaan tunggal
untuk inspeksi normal, ketat dan longgar. Terangkan
makna nombor-nombor itu.

(40/100)

Untuk saiz lot N = 25000, AQL = 1.0%7 dan paras inspeksi
II, tentukan rancangan pensampelan penerimaan berganda dua
untuk inspeksi normal, ketat dan longgar. Terangkan makna
nombor-nombor itu.

(40/100)

fh‘ﬂ“"] ---/5



(MKT362)
6. (a) Terangkan setiap yang berikut:
(i) kebolehpercayaan
(ii) kadar kegagalan suatu taburan.
(20/100)
(b) Cari kebolehpercayaan sistem 6 komponen berikut:
11
R, = Q.95
Vv VI
I R, = 0.80 =
A R6 0.99]
R1 =0.96 111
R3 = 0.90 | v
R = 0.90

kebolehpercayaan setiap komponen dinyatakan di dalam setiap
komponen itu.

(36/100)
(c¢) Katakan kadaran kegagalan untuk suatu pembolehubah rawak X
ialah
/ -1
_B-x—Y)
hx) = &1
(x)lﬂ\ﬂ s X 2%

B, N, Y ialah pemalar dengan B, n > 0, dan y 3> O.
Dapatkan fungsi ketumpatan kebarangkalian bagi X. Apakah
kebarangkalian bahawa alat yang memenuhi taburan ini akan

gagal sebelum masa x = 1 jika B = 2.5, n = 1, dan y =0?

(50/100)
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TABLE B Factors for Computing Central Lines and 3¢ Controt Limits for X, s, and R, Charts

Chart for Averages

Chart for Standard Deviatioﬁs

Chart for Ranges

Factors for

Factors for

Factors for

Obserl;a!:ons Control Limits Central Line Factors for Control Limits Central Line Factors for Control Limits
Sample, n A Az A3 Cy 1/C¢ 33 8‘ ’ 85 85 dz 1l'd2 d, D| Dz D; D‘
2 2124 1.880 2659 0.7973 12533 O 3.267 0 2.606 1.128 0.8865 0.853 0 3.686 0 3.267
3 1.732 1.023 1.954 08862 1.1284 O 2.568 0 2.2786 1.693 0.5907 0.888 0 4.358 1] 2.574
4 1.500 0.729 1.628 09213 1.0854 O 2.266 0 2.088 2.059 0.4857 0.880 o] 4.698 4] 2.282
5 1.342 0.577 1.427 08400 10638 O 2.089 0 1.964 2326 04299 0.864 0 4918 0 2.114
6 1.225 0.483 1.287 09515 1.0510 0.030 1.970 0.029 1.874 2.534 0.3%46 0.848 0 5.078 0 2.004
7 1.134 = 0413 1.182 09594 1.0423 0.118 1.882 0.113 1.806 2.704 0.3688 0.833 0.204 5.204 0.076 1.8924
8 1.061 0.373 1.099 09650 1.0363 0.185 1.815 0.179 1.751 2.847 0.3512 0820 0.388 5.306 0.136 1.864
g 1.000 0.337 1.032 0.9693 1.0317 0.239 1.761 0.232 1.707 2.970 0.3367 0.808 0.547 5.393 0.184 1.818
10 0.949 0.308 0.975 0.9727 1.0281 0284 1.716 0.276 1.669 3.078 0.3249 0.797 0.687 5.469 0.223 1.777
11 0.905 0.285 0.927 09754 1.0252 0.32t% 1.67% 0.313 1.637 3173 0.3152 0.787 0.811 5535 0.258 1.744
12 0.866 0.266 0.886 09776 1.0223 0.354 1.646 0.346 1.610 3.258 0.3069 0.778 0.922 5.594 0.283 1717
13 0.832 0.243 0.850 0.87%4 1.0210 0.382 1.618 0.374 1.585 3.336 0.2988 0.770 1.025 5.647 0.307 1.693
14 0.802 0.235 0.817 09810 1.0194 0.406 1.594 0.3399 1.563 3.407 0.2935 0.763 1.118 5.696 0.328 1.672
15 0.775 0.223 0.789 0.9823 1.0180 0.428 1.572 0.421 1.544 3.472 0.2880 0.756 1.203 5.741 0.347 1.653
16 0.750 0.212 0.763 0.9835 1.0168 0.448 1.552 0.440 1.526 3.532 0.2831 0.750 1.282 5.782 0.363 1.637
17 0.728 0.203 0.733 0.9845 1.0157 0.466 1.534 0.458 1.511 3.58B8 0.2787 0.744 1.356 5.820 0.378 1.622
18 0.707 0.194 0.718 0.9854 1.0148 0.482 1.518 0.475 1.496 3.640 0.2747 0.739 1.424 5.856 0.391 1.608
19 0.688 0.187 0.698 09862 1.0140 0.497 1.503 0.450 1.483 3689 0.2711 0734 1.487 5.891 0.403 1.597
20- 0.671 0.180 0.680 08869 1.0133 0.510 1.490 0.504 1.470 3.735 0.2677 0.729 1.549 5.921 0415 1.585
21 0.655 0.173 0.663 0.9876 10126 0.523 1477 0.516 1.459 3.778 0.2647 0.724 1.605 5.951 0.425 1.575
22 0.640 0.167 0647 0.9832 1.0119 0534 1466 0528 1.448 3819 0.2618 0720 1.659 5979 0434 1566
23 0.626 0.162 0633 0.9887 1.0114 0545 1.455 0.539 1.438 3858 0.2592 0.716 1.710 6.006 0.443 1.657
24 0.612 0.157 0.619 08832 1.0103 0.555 1.445 0.549 1.429 3.895 0.2567 0.712 1.759 6.031 0.451 1.548
25 0.600 0.135 0.606 09896 1.0105 0.565 1435 0.559 1.420 3931 0.2544 0.708 1.806 6.056 0.459 1.541

Copyright ASTM, 1916 Race Street, Philadelphia, PA, 19103, Reprinted with permission.
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Table 6-5 Sample-Size Code Letters (Table | of MIL-STD 105I_))

Special in;;;ection levels General inspection levels
Lot or batch size :
S-1 S-2 S3 54 n m
2 to 8 A A A A A B
9 to 15 A A A A B (&
16 to 25 ‘A A B B Cc D
26 to 50 A B B C D E
sl to 9 B B C c E F
91 to 150 B B c 'D F G
151 to 280 B C D E G H
281 to 500 B C D E H ]
501 to 1200 C Cc E F J K
1201 to 3200 [ D E G K I.
3201 to 10000 C D F G L M
10001 to 35000 C D F 'H M N
35001 to 150000 D E G ] N P
150001 to 500000 D E G J P Q
500001 and over D E i H K Q R
Consert to these
special
Nots. Smell sample inspection levels of MIL-STD-106C inspection lovels
L-1and L-2__. US|
L-3and L4__. —ae 8-2
L-5and L-6.__. i 83
1~7and L-8.. 84

(Z9EIMM) T NVEIWVI



Table 6-6 Single Sampling Plans for Normal Inspection (Table 1I-A of MIL-STD 105D)e

ﬁ- = Uke first sampling plan above arrow.

Aocepuﬁle Quality Levels {norma! inspection)
Sample
Hze S:i":e 0.010]0.015}0.025] 0.040}0.065] 010 ]| 015 | 025 ] 060 ] 065 ] 10 } 15 { 25 | a0 | 65 | 10 ] 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 400 | 650 } 1000
letter = = -
Ac Re|Ac RelAc Re|Ac Re [Ac RefAc Re | Ac Re]{Ac Re]Ac Re|Ac Re]AcRe| Ac Re] Ac Re|Ac Re Ac RelAc RelAc Re]Ac Re lac Ref AcRe|Ac RejAc RefAcRelAc Re Ac RelAc Re
A ]2 B M B u B r B M 001 061 2}2 313 als 6|7 8]0 1114 1521 22§30 31
B | 3 3010 1 212 3]s als e{7 8|10 11}14 15|21 22} 30 3144 45
€ 5 o 1| 1 2]2 2|3 als el7 8lio 11)1a 15]21 22|30 3tfas as|q
o] 8 o 1| i3] 2|2 33 4s 6|7 810 11|14 15|21 22/30 31|44 45} <"
E 13 o {1 2|2 3|3 4|5 €}]7 g8 |10 11]14 15|21 22| 30 31|44 a5] <
(X3 F | 2 o | << 2)2 3|3 a|s )7 sfo nhasinnzf 4l S14
I~ < <> ]
. 0 1 1 2|2 303 4is 6|7 Blip 11|14 15§21 22| £
m G 32 & *
H | s0 0 1| <1 2|2 3345578101114152122T=~
J | ® Zlo <X 2l2 afs a|s sl slio 19|r1as|21 22| 4
K 125 \}'01{}{}1 212 3l3 als 6|7 810 11|14 15121 22} £
L | 200 ~lo 1|1 202 3|3 4a]s e}z el|io nijrars|n 2194
m | as o 1|<>I<>|1 212 3|z als 6|7 s8lo 11|14 15|22 22| <
N | 500 170 || 2|2 3{3 4|5 6|7 8h011ha 5|2 22
P | oo |[SPlo 1|11 2{2 3|z als s|7 sfi0 nfiaisja 2
a |1250 Jo 1{<€1A11 2]2 3]3 4|5 6}7 8lwo1)is 15]2122
N
R | 2000 1 2i{2. 3|3 4|5 6|7 sjio11}ra 1521 22
{} = Use first sampling plan below arrow. 11 sampie size equals, or exceeds, 1ot or batch size, do 100 percent inspection. Ac = Acceptance number.
Re = Rejection number.
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Table 6-7 Sinale Sampling Plans for Tightened Inspection (Table 1I-B of MIL-STD 105D)=
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Use first sampling plas below amow. If sawple size equals or exceeds lot or batch size, do 100 percent inspectica.

Use first ssmpling ples sbove anos.
Acceptaace aumber,
Rejection ausber.
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Table 6-8 Single Sampling Plans for Redu_ced Inspection (Table 1I-C of MIL-STD 105D)*

Acceptable Quality Levels (reduced inspection)T

Sample
size | Sample ,
size 150rc L oowo | oms | ooos [ o.os0 [o.0es | 010 | 015 | 035 ] 040§ 065 10] 15t 25l «o]es | 10 ] 1s | =5 ] 40| & J10 Jso | 20| e | 650 | 1000
letter
Ac RelAc RelAc Re|Ac Re|Ac Re]Ac RejAc RelAc RelAc RelAc Re{Ac Re|Ac Re[Ac RelAc Ref Ac Rel Ac RelAc Re |Ac Re{Ac Re [Ac Re{Ac Re|Ac Re [Ac Re|Ac Rel Ac RelAc Re
u o M ™ »
2 ] i .{}01!]@1223 4 6] 7 8l10 11{14 15]21 2 |30 31
\ JLOlﬁ? o 2}1 3|2 4 6] 7 8]10 11{14 15|21 22{30 3
\ o 1|l db]o 21 3|1 «|2 s{3 6|5 8|7 0|10z u] >
D 3 OI‘G 4}0 1 311 ¢ €l s 8] 7 10{10 13{14 17]21 24| <™
£ g o 1|4 <>]0 2f1 301 425 8| 7 10/10 13{u 1|2 2] £
37 8 o 1| <o 21 31 42 s]3 5 817 10010 13) < | <> |
L yc 13 \/L‘oxﬁ}&ozla ol 2 s/3 6/s 8] 7 10f10 3]<>
H 2 o 1|10 2|1 3 st 3 ¢ls g7 1000 i3]~
] 2 >0 1 JLio 2t 31 42 s 6l 5 87 10{10 Bl
K 50 <lo 1| 0 201 3|1 &f2 s s 8| 7 10{10 13} <
80 '\} o 1| o 2{1 301 «]2 s{3 ¢|s 8|7 w00 3L
¥ 125 <Zlo | q4p| <o 2]1 3] 1 4|2 s{3 65 8f 710010 13
S <o {0 2|1 3} s|3 e|s s 7 1010 13
p as =7 ]o 1| 4|0 2f1 3|1 4)2 s 87 10{10 13
o | sw {01 JLlo 2 31 4f2 s5]3 8/ 7 1wl B
" 800 “ o 211 3|1 {2 s{3 6|5 sf 7 10010 13 ﬁ L J L L] L J | § i J J
— L

Use first sampling plan below arow. If semple size equals or exceeds Tot or batch size, do 100 percent inspection.
Use first sampling plan above arvow.
Acceptance asmber.

Rejection aumber.
I the acreptence pumbes has been excecded, but the rejection aumber has not been reached, accept tbe lot, but rei I inspection {see 10.1.4).

(Z9EIXR) § NVIIJWVT



Table 6-9 Double Samplina Plans for Normal Inspection (Table lli-A of MIL-STD 105D)°

Acceptabic Quaiity Levels fnormal Wl

Sample Coma- N N
ure | sumpie | Somole | tative [ 0010 | 0.035 | 0025 | 0.040 0065 § 010 | €15 025 | 0eo | 085 | 10 15 25 40 ] 65 ] 10 ] s &0 65 w0 | 150 | 250 | e00 | €50 | w00
ode size mpte ’ .
Irtter wre =
ac Relac felac Belac Relac Re]ac Relac Re]ac Re|ac Reac Re]ac Relac Relac Refac Relac RelAc Rejac Re|Ac Relac Relac Re]Ac Re|Ac Re|ac Re]Ac Relac FelAc Re
i - N - T B U 2 D . - a . . L] - .
B {Fm 2 2 v o 2|]e alr «l2 sf3 2|5 o)z n{nelir 22j2s N
Second 2 a
EI v 2|3 ala s|le 3]s o]tz 13)e 19|26 27§37 38i56 EI
[ Furst 3 3 ! - ¢ 210 3[rv afz ]33 7 7 |y (2 22125 3t
Second 3 6 ‘1r <
5 v 2|3 afs sle |8 9liz i3j1s 19|26 27|37 M| 57
o |Fem 3 s | 0 z2lo 3|1 «jz s|a 3]s e]7 njnwehr 2jE »
H 1 qar
Seegrd o ” JL: 2]3 «]la sle 1|8 gfv2 13]is 19|26 27|37 W% ©
E Farst 8 B ﬁ o 2l0o 3ty al2 sf3 2]s 9]7 )1 617 22125 IN| e~y
& L4 JL
Second s 1 2|3 4Ja =|le 7]8 o1y 12{8 1826 27|37 ]S 57
FooFem 13 13 'TT o 2)o0 3fyv «fj2 sf[3 7|s s9]r nin 1
Second 13 26 < > @. < {\ P
1 213 a4 sie {8 912 13|18 19526 27
G |Fent 2 . .ﬁ o 210 31 al2 s|3 7{8 9{7 1N B}
20 40 g @123-456735121313192627
H | Fn < v) az 'ﬁD0293142531597nn\5{\
Second x B4 <
v 213 «fa4a sle |8 912 13)15 8|2® 27
3 Furst L] 50 {r o 2|0 3 a2 sl3 7]ls o}y nln gl ~
Second ] 100 < v 2{3 a|s4 s{e 7{8 o2 13he 15{2 2
x Fust & ] * ﬁ H o 2|0 3]t a2 sl3 7|5 217 wufn e
3
Second : 4] (] ~ 213 4alea s|s 7{8 9|2 13|18 5|2 27
s Furst 125 125 o 2|o 3|1 &}z -s}3 25 817 1M1 G|
Second | 125 250 < ﬁ. Jl,-» s 2]3 4|s a{e 7|8 <e]12 13| 1926 27
» Furst 200 200 ﬁ. o 2{o 3|1 4al2 s{3 7|5 817 NI 16| -~
Seconc] 200 400 L JL v 213 a«4f4 sle 7|8 912 13|18 18|26 27
~ Fiat s s . o 2j0 2 2 s|3 7|5 s|7 wjn e
Secong | 315 630 < Ii v 2}3 «ja <le 3}le 9|2 13j18 19§26 27
» Fst 500 500 . o 2f0 3 z 513 {5 9|2 wnjn 1€
Second | 500 1000 |~ “ & v 213 «fja =sle 7{e 9|12 3|38 9|2 27
a Furst 800 800 - D o 2]lo alr 4fjz s3> |5 ef7 nin 1w
Seconc | 8O0 | 1600 v 213 ala sie.2le s]2 w35 w9l 22
R [Frem 120 | 1250 ‘ﬁ o 2 3 4al2z s|3 7}s 9f7 131 76 ﬁ
Secona | 1250 | 2500 s 212 4ale s|ls e spiz wlw 1 2 | ] L} a1 L U LJ
{} « Use first sampiing plen betow a-row. If sampie 3:2¢ #quals o excreds lo1 o+ batch sue do 100 percent inspection. Re = Repection number.
8 - Use cormmponchng 1nge semple pian lor a'terngtely . se Gouble sampiing plan beiow. where Jvnlable)

@ = Lhe first sampling plan sbove perow_

Ac

= Acceptance number.
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Table 6-10 Double Samplihg Plans for Tightened Inspection (Table 11l-B of MIL-STD 105D)«

Acceptable Quality Levets [ghtened inspection}
Sample Cumu- -
e - | compie | 2™ | Bt 5010 | 0015 | 0025 | 0040 1
code €] Tire | sampie . sl & oo65] 010 | 015 | 025 | 040l oes | 1a | 15| 25| a0 es | 10| s | 25 | a0 | & |00 150} 250 400 650 | 1000
letter ure .
Ac Re|ac Relac Relac Refac Relac Relac Relac Relac Relac Relac Relac Refac Relac Refac Aefac Re]ac Relac Refac Rejac RelAc Re]ac Relac Re|Ac RelAc Relac Re
o — — — - = = B Yy
& ] —1 {L & » - L] - - L e -
B Furst 2 2 . o 2]o al1 a}2 s]3 7ie 10]9 1415 20123 24
4
. ? 1 2]3 4« sile 7{n 12015 16[23 24|34 35|52 53
c Fiest 3 3 . o 20 3|1 a2 s{3 7]le 1w0|9 1|15 20}23 4]
Second 3 6
1 2]3 aa sle 21 12|15 16[23 24|34 35}52 53
o First 5 & * o 2/{0 3fr 4]2 sS]3 75109'415202324A
Second s 0
1 2|3 a}a sle 72{n 12|15 16|23 24[34 35|52 83
£ |Fim 8 8 - o 2|0 3]r “a|2 sf3 7{s 10]9 1|15 20|23 24| ~
1
Secand 8 G =~ v 2|3 ala s|e 7fnn 12lis 16|23 24| as|s2 s3
£ First :g :é . o 2|0 3|y 4|2 s}|3 7 (L ERRL PPN oSy PN
Seeond 3 ~~ v 2|3 ale sle 2] a2fis ref23 2e
G |Fimt 20 20 & B 0 2|0 3|1 4p2 5|3 7{e 1019 4}
Secontl| 128 b ~ 1 203 afla sfs 7|1 12|15 1sf23 2
H Furst k] » - 0o 2{o 3|1 «]2 si3 7] 10]9 4| A~
Second n 64 ~ "\}!231.56 71v 12]15 163123 24
3 Fiest 50 £ ] 2 c203:425376109u(\r
Secend| X0 10 282 1 o203 ala sie 7|n 12f15 16023 24
x Fuest B0 80 [3 0 200 3|1 4f2 s|3 7|6 10{9 14} ~
e 1
Second 80 & - 7 |' 2{3 4ala s} 7|1s 12|15 16|23 24
L Fisi 129 125 » o 2|6 3|v a|2 53 7|6 0|9 14
Second 12% 2% : <>
' 1 213 4|4 s|e 7|1 12{15 16[23 24
M Furst 200 200 x 0 z]o 3fr 42 5|3 7216 10]9 14| o~
Second 200 400 T 213 44 6 7{t1 12|15 16|23 24
N Fiest s ns » 0 2j0 3|t 42 =13 {6 10]9 M|
15 <
Sl g 60 1 23 4|4 s5]6€6 7411 12f1s 16{23 24
’ First 500 00 . o 2fo0 afr a2 si3 7]s 0|9 1
Secona| 500 1000 ~~ 1 2{3 4}a s{ge 7|11 12{15 16{23 24
Q [Fest 800 800 L o 2f0 3}r 4}2 s|3 7|le 10f9 1
1
Second 80G 600 \} 1 2|3 a4 s5]6 7T 12|15 1623 24
] Fait 1250 1250 » Tr 0 2[00 3|y 4]2 5|3 71f{6 10{9 14
1
Second | 1250 | 2500 1 2)3 4la sle  7]n azfrs 1e]2s 2 [] L B 1 1 L L] L | U L] L L) i
s Fint 2000 2000 °
Second [ 2000 4000 T 2
!! = Use first sampling pian below arrow. i ample uze equals or excreds lot or betch sre, do 100 percant inspection. Re - Rejection number.
I - Use st sampting pian sbove arrow. * - Um 3 ungle tampsing plan lor ivety. use double g Plan beiow, whers availabie).

Ac - Acceptance number.
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Table 6-11 Double Sampling Plans for Reduced Inspection (Table 11I-C of MIL-STD 105D)=

0gz

Acceptable Qaulity Lavies {reduced inspection) T
Semple Cumu- N :
il B s'ﬁ:" ""',,:. 0010 | 0015 ] 0025 | 0040 J 0065 ] 030 | 035 | 025 ] 040 J 0es | 10 | 15 | 25 ] a0 | €5 | 10 15 25 @ | & w00 | w0 | 250 | 400 | &s50 ] v000
betrer sire
ac Relac Relac Relac Relac Relac Relac Relac Relac Relac Re|ac Relac Relac Re|ac Relac Relac Refac Relac Relac Re|ac Re|ac Re|Ac Rejac Relac RejAc RelAc Re
i I § [ ’-1 ] 1 [ @ L 3 !! & v L d L] L] L . - -
: » 0 » . L4 L] * 4 - [ ] »
: T E - el e
w|? 12{n 7
o |Fm 2 2 - 2{0 3|0 ajo 4|+ s|2 7{3 8]5 10 2 P
Second 2 ¢ g’uzot1s cla 7|6 sle 12}12 16f13 22|26
[ a afly s]2 2)3 sls 10]7 12 7
£ First 3 3 » 2{0 3}0 o {;
Second 3 = o 2|0 a1 s]a e|a ]e o8 12|12 16| 22|26 0
1 7|3 8|s 10
F | Fim 5 5 i . o 2{0 3f|o ajo a s|2 .(\4}/?
=N e ~ 30204\53647658|21216
N ? 5 10
G Finst 8 '] & ‘? 0 2]0 3|0 0 41 5§12 3 8 {}
= ~> | @o: alv s5}3 e|e 7i6 9|8 12)12 16
/ o 20 3f{o0 «fo 4|1 s5]2 {3 els 1w
H First 13 13- s * TT ” 9T
Steoadf 83 = o 2|0 4a}1 s|3 e6|a 7|6 o}8 1212 16
4 Fint 20 .ol » 0 2|0 3jo0 4j0 1 2 773 g|s 1w ,7
e *2 ~- & o 2|0 4f1 s|3 ela 216 sl 12|32 16
x 1eesm | = = . Tr o 2]o 3|0 4fo 4f1 sf2 7|3 &5 10
Second: | 32 & ~ & 2]o at1 5|3 ele 2] s|s 32}z 16
4 afn 1
L First 0 0 < ﬁ o 2{0 2o ] 512 7|3 efs 10 (\P
Seconc | 50 sl ~ JL o 2]o aly s|3 ela 1l 9le 12}z 16
M| Fit 8 0 * ﬁ ” 0 240 3flo 4lo 4|1 s|2 7|3 BIS W _
Second! | 80 160 2o ) o «|1 s]3 e}e 7|6 s|8 12|32 16
N i 425 125 » ﬁ B o z{o 3{o 4afo aj1 sz 7§3 8|5 w0 _~
Second 125 250 <> o z|o 4|y 5|3 e6la 7{s s5]8 32|12 16 1
.
P | Fm 200 200 . ? |! 210 3{o 4jo 1 512 713 8|5 10
Second | 200 W00 | o 2jo «f1 s|3 cje 7|6 efs 12)12 16
4
a | Fm ns s s o 2f{o0 310 afv sl2 7|3 sls 1w
Secona | 318 €0 o z2]o 4]1 s 6fs 2|6 sla 12|12 16
[
A | Fem 500 %0 ﬁ o 2 ale o 4y si2 7|3 s|s 0 ﬁ L i J
Second | 800 | 1000 o 2fo af1 s|a ela 7]6 s]8 2|42 16 L L) i L 1 L 8 L L] L
& = Une tirs1 sampling plan below arsow. If sample size equals Ov exceeds 101 07 batch size, do 100 percent snspection, * =l single ing plan lor by, use double ng plan below, when svaulable).
G = Une first sampling plan above prrow. 1 = 11, after the second sampee. the acceptance number has been exceeded, but the rejection number has not bren resched,

i W & 10.14).
Ac = Acceptance number. actept the lot, but reinstate norms! inspection lsee

Re = Rejection number.
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